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ＰＭＩ （現場での成分分析） 

1. 測定原理

No. KK-0027

 携帯型成分分析装置により、試験片を切り取ることなく現場でそのままの状態で分析できます。 
ＰＭＩ（Positive Material Identification）は、厳しい条件で使用されるプラントを製作する際に、正しい素材およ
び溶接材料が使用されていることを確認する試験ですが、弊社はいつでもどこででもＰＭＩ試験を行えます。
また、鉄鋼だけではなく各種金属製品の異材識別やスクラップの分別も行えます。 
 携帯型成分分析装置は発光分光分析法と蛍光Ｘ線分析法とがあり、それぞれ長所と短所があります。弊
社は発光分光分析法ではＰＭＩ－ＭＡＳＴＥＲおよびＳｐｅｃｔｏｒｏｐｏｒｔ、蛍光Ｘ線分析法ではＮＩＴＯＮ ＸＬｔを保
有しており、様々な条件で、様々な対象物を分析できます。 

1.発光分光分析法
検査対象表面でスパークまたはアーク放電を行うと、表面に存在する元素が励起され発光します。そ
のスペクトルを分析することによって表面元素の組成を分析します。 

2.蛍光Ｘ線分析法
検査対象表面にＸ線を照射し、表面に存在する元素から発生する特性Ｘ線の波長を分析することに
よって表面元素の組成を分析します。 

測定原理 特徴 

発光分光分析法 ① 主成分が鉄、Ｎｉ、Ａｌ、Ｃｕ等の場合に、含有成分を分析できます。

（主成分がＮｂの場合は分析できません）

② １５元素を分析できます。軽い（原子量が小さい）元素の分析も可能です。

アルゴン雰囲気（スパーク放電）とすることにより、Ｃ分析も可能です。

＜Ｓｉ，Ｍｎ，Ｃｒ，Ｍｏ，Ｎｉ，Ａｌ，Ｃｕ，Ｎｂ，Ｔｉ，Ｖ，Ｗ，Ｐｂ，Ｓｎ，Ｚｎ，Ｃｏ＞

③ 最小直径２０ｍｍ程度の平坦な部分で金属表面の分析が可能です。

蛍光X線分析法 ① 主成分によらず分析できます。粉体でも可能です。

② Tiより重い元素を分析できます。（Ｃ，Ｎａ，Ａｌ，Ｓｉ，Ｃａ等は分析できません）

③ ２１元素を分析できます。 ＜Ｔｉ，Ｖ，Ｃｒ，Ｍｎ，Ｆｅ，Ｃｏ，Ｎｉ，Ｃｕ，Ｚｎ，Ｚｒ，Ｎｂ，

Ｍｏ，Ｐｄ，Ａｇ，Ｓｎ，Ｈｆ，Ｔａ，Ｗ，Ｒｅ，Ｐｂ，Ｂｉ,Y＞

他に２７元素の有無を検出できます。＜Ｇａ，Ｇｅ，Ａｓ，Ｓｅ，Ｂｒ，Ｒｂ，Ｓｒ，Ｔｃ，

Ｒｕ，Ｒｈ，Ｃｄ，Ｉｎ，Ｓｂ，Ｔｅ，Ｉ，Ｌ，Ｏｓ，Ｉｒ，Ｐｔ，Ａｕ，Ｈｇ，Ｔｌ，Ｌａ，Ｃｅ，Ｐｒ，Ｎｄ＞

④ 粉体でも可能です。表面に痕跡が残りません。

⑤ 曲面でも、凹凸があっても分析が可能です。最小直径は２０ｍｍ程度です。

図１ 発光分光分析装置の使用状況  図２ 蛍光Ｘ線分析装置の使用状況
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